Giris

1. Genel

Sozliik genel olarak “bir veya birden fazla belirli konu ile ilgili tanimlar1 ve terimleri i¢erir”
(bk. 1SO 1087-1:2000, 3.7.2). Bu sozliik, “6l¢iim bilimi ve uygulamalar1” olarak tanimlanan
metroloji ile ilgili olup ayn1 zamanda biiyiikliiklere ve birimlere iligkin temel ilkeleri kapsamaktadir.
Biiytikliikler ve birimler farkli yaklasimlar ile ele alinabilir. Bu sozligiin 1. Bolimi, bu
yaklagimlardan birine 6rnek olup ISO 80000 ve IEC 80000 Biiyiikliikler ve birimler olarak
degistirilmekte olan ISO 31 Biiyiikliikler ve birimler dokiimaninin farkli boliimlerinde ve SI
kitapgig1  Uluslararasi  Birimler Sistemi'nde (BIPM yayini1) sunulan temel prensiplere
dayanmaktadir.

Metrolojide Kullanilan Uluslararasi Temel ve Genel Terimler Sozliigii (VIM) in 2. baskisi
1993’te yayimlanmistir. Metrolojik izlenebilirlik, 6l¢lim belirsizligi ve nominal 6zellikler vb.
kavramlarin yaninda, kimya ve tibbi laboratuvarlardaki Ol¢iimlerin ilk kez kapsama alinmasi
ihtiyaci, 3. baskinin yayimlanmasinin temel gerekcesini teskil etmistir. Bu dokiimanin adi,
kavramlarin terminoloji olusturmadaki temel roliinii vurgulamak amaciyla Uluslararas: Metroloji
Sozliigii — Temel ve Genel Kavramlar, lgili Terimler (VIM) olarak degistirilmistir.

Bu sozliikte, fizik, kimya, biyoloji, mihendislik dallarinda ve tibbi tahlillerde
gergeklestirilen Olgiimlerin temel ilkelerinde koklii degisiklikler olmadigi kabul edilmistir. Ayrica
biyokimya, gida, adli tip ve molekiiler biyoloji gibi alanlarda yapilan Ol¢iimlerde kavramsal
ihtiyaclarin karsilanmasi amacglanmaistir.

VIM’in 2. baskisinda yer alan birgok kavram, artik temel veya genel nitelige sahip
olmadiklar1 gerekcesiyle 3. baskidan ¢ikarilmistir. Ornegin, bir dlgiim sisteminin anlik davranisii
tanimlamak i¢in kullanilan “tepki siiresi” terimi dahil edilmemistir. VIM’in bu baskisinda yer
almayan ol¢lim cihazlan ile ilgili kavramlar i¢in IEC 60050 Uluslararasi Elektroteknik Sozliik
(IEV) gibi 1lgili diger kaynaklardan yararlanilmalidir. Kalite yonetimi, metrolojiyi ilgilendiren
kargilikli taninma anlagmalar1 ya da yasal metroloji ile ilgili kavramlar igin, Kaynaklar bolimiinde
belirtilen yayinlara bagvurulabilir.

VIM’in bu 3. baskisinin gelistirilmesi, 6l¢lim hakkinda farkli giincel felsefeler ve tariflerle
ilgili asagida Ozetlenen bazi temel sorularin ortaya c¢ikmasina sebep olmustur. Bu farkliliklar,
degisik tariflerde kullanilabilecek ortak tanimlarin gelistirilmesinde zorluklara sebep olmaktadir.
Dokiimanin 3. baskisinda, bu farkl 6l¢tim felsefeleri ve tarifleri arasinda bir tercih yapilmamustir.

Olgiim belirsizliginin hesaplanmasinda Hata Yaklagimi’ndan (bazen Geleneksel Yaklasim
ya da Gergek Deger Yaklasimi olarak da isimlendirilir) Belirsizlik Yaklasimi’na gegilmesi, VIM’in
2. baskisinda yer alan ilgili baz1 kavramlarin tekrar gdzden gecirilmesini gerekli kilmistir. Hata
Yaklagimi’nin dikkate alindigi Slglimlerde amag gergek degere miimkiin oldugu kadar yakin bir
deger elde etmektir. Ger¢ek degerden sapma, rastgele hata ve sistematik hatadan olugsmaktadir. Her
zaman ayirt edilebilir olduklar1 varsayilan bu iki hata tiirii, ayr1 ayr1 degerlendirilmedir. Bir 6l¢ciim
sonucu i¢in bu iki tiir hatanin toplam hatayr olusturmak {izere nasil birlestirildigi ile ilgili bir kural
olusturulamadigindan, genellikle tahmini bir deger kullanilir. Cogunlukla, toplam hatanin mutlak
degeri i¢in bir Uist smir degeri tahmin edilmekte ve bu deger genellikle “belirsizlik” olarak
adlandirilmaktadir.

CIPM’in Belirsizlikler ile ilgili tavsiye dokiimaninda INC-1 (1980), Ol¢iim belirsizligi
bilesenlerinin, istatistiksel metotlarla hesaplanan A Tipi ile istatistiksel olmayan metotlarla elde
edilen ve sonrasinda bilesenleri varyans cinsinden ifade edilen B Tipi olmak iizere iki kategoride
gruplandirilmasi ve bunlarin matematiksel olasilik teorisine gore tek bir varyans degeri vermek
tizere birlestirilmesi dnerilmektedir. Sonucta elde edilen standart sapma degeri 6l¢lim belirsizliginin
bir ifadesidir. Belirsizlik Yaklasimi’na dair bir goriislin ayrintilari, dlgiilenin tek bir deger olarak
ifade edilebilecegi varsayimmna dayanarak Ol¢lim belirsizliginin dogrudan bir 6l¢lim modeli
vasitasiyla matematiksel olarak ele alindig1 Ol¢iimdeki Belirsizligin Ifadesi Rehberi’nde (GUM) (ilk
baski 1993, diizeltilmis baski 1995) verilmistir. Ayrica, GUM’da ve IEC dokiimanlarinda,



genellikle endiistriyel metrolojide karsilasilan kalibre edilmis cihazdan tek bir 6l¢iim alinmast
durumunda Belirsizlik Yaklagimi’nin uygulanmasi ile ilgili bilgi verilmistir.

Belirsizlik Yaklasimi’nda 6l¢iimiin amaci, miimkiin oldugu kadar gercek degere yakin bir
deger elde etmek degildir. Bunun yerine, 6l¢iim gerceklestirilirken hata yapilmadigi varsayimiyla,
Ol¢iimde elde edilen verinin ancak 6lgiilenin makul bir aralik ile ifade edilmesine izin verdigi kabul
edilir. Olgiimle ilgili ilave bilgiler, dl¢iilenin ifade edildigi degerler araligini daraltabilir, fakat
yapilan en iyi dl¢limde bile bir dlgiileni tanimlamak i¢in gereken detaylarin sinirli olmast nedeniyle
bu degerler aralig1 tek bir degere indirgenemez. Bu nedenle, tanimsal belirsizlik herhangi bir 6l¢iim
belirsizligi ile ilgili bir minimum sinir degeri belirler. Aralik, icindeki degerlerden herhangi biriyle
temsil edilebilir ve bu deger “0l¢iilen biiylikliik degeri” olarak adlandirilir.

GUM’da tanimsal belirsizligin, Ol¢lim belirsizliginin diger bilesenlerine kiyasla ihmal
edilebilir oldugu kabul edilir. Bu durumda, olglimiin amaci; olgiimden elde edilen bilgiye
dayanarak, esasen tek olan Ol¢iim degerinin Olgiilen biiyilikliikk degerleri araliginin iginde olma
olasiligini belirlemek olur.

IEC yaklasimi tek okuma ile yapilan Olgiimlere odaklanirken, bunun yaninda o6l¢iim
sonuclarinin uyumlu olup olmadigini gostererek biiyiikliiklerin zamanla degisip degismediginin
tetkik edilmesine izin verir. IEC ayrica ihmal edilemeyen tanimsal belirsizliklere izin vermektedir.
Olgiim sonuglarinin gegerliligi biiyiik dlgiide cihazin kalibrasyonu ile ortaya konulan metrolojik
ozelliklerine baghdir. Olgiileni tanimlayan degerler araligi ayni sonuglar1 veren dlgiim standardina
ait degerler araligidir.

GUM’da ger¢ek deger kavrami, Olglimiin amacim tarif etmek i¢in korunmustur ancak
“gercek” sifat1 fazlalik olarak degerlendirilmistir. IEC, bu kavrami 6l¢limiin amacinin tarifinde
kullanmamaktadir. Bu kavramin ve terimin yaygin olarak kullanilmast ve dnemli olmasi sebebiyle
bu sozliikte korunmustur.

2. VIM Tarihgesi

Metroloji Rehberleri Hazirlama Ortak Komitesi (JCGM), Olciimdeki belirsizligin ifadesi
rehberi (GUM) ve Metrolojide Kullanilan Uluslararasi Temel ve Genel Terimler Sozliigii (VIM)
rehberlerinin ilk baskilarini hazirlayan yedi kurulusun katilimiyla BIPM Miidiirii baskanliginda
1997 yilinda olusturulmustur. Ortak Komite, ISO Teknik Danigsma Grubu 4’iin (TAG 4) yiiriittiigi
GUM ve VIM gelistirme c¢alismalarimi devralmistir. Baslangigta, Ortak Komite; Uluslararasi
Agirliklar ve Olgiiler Biirosu (BIPM), Uluslararas1 Elektroteknik Komisyonu (IEC), Uluslararasi
Klinik Kimya ve Tibbi Laboratuvarlar Federasyonu (IFCC), Uluslararas1 Standartlar Organizasyonu
(ISO), Uluslararast Temel ve Uygulamali Kimya Birligi (IUPAC), Uluslararast Temel ve
Uygulamali Fizik Birligi (IUPAP) ve Uluslararasi Yasal Metroloji Organizasyonu (OIML)
temsilcilerinden olusmaktaydi. 2005 yilinda, Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC),
uluslararasi yedi kurulustan olusan komiteye resmi olarak katilmistir.

JCGM iki Calisma Grubundan olusmaktadir. 1. Calisma Grubu (JCMG/WG 1), GUM un
kullannminin 6zendirilmesi ve bu dokiimanin farkli alanlarda kullanimi igin gerekli ek
dokiimanlarin hazirlanmas1 gorevini iistlenmistir. 2. Calisma Grubu (JCGM/WG 2) ise VIM’in
giincellenmesi ve kullaniminin 6zendirilmesi gorevini listlenmistir. Bu grup, her iiye kurulustan en
fazla iki temsilcinin katilimi ile olugmakta ve sinirli sayida uzman tarafindan desteklenmektedir. Bu
dokiiman, VIM’in 3. baskis1 olup 2. Calisma Grubu tarafindan hazirlanmistir.

2004 yilinda, 3. baski olan bu dokiimanin ilk taslagi, JCGM’de temsil edilen sekiz
kurulusun goriis ve Onerilerine sunulmus ve bu kuruluslar da kendi {iyelerinin ve birgok ulusal
metroloji enstitiisiiniin goriislerinden faydalanmislardir. Gelen yorumlar incelenip tartisilmis, uygun
bulunanlar dikkate alinmis ve JCGM/WG 2 tarafindan cevaplandirilmistir. 2006 yilinda, bu
dokiimanin 3. baskisinin nihai taslagi, gézden gegirilmek ve onaylanmak iizere sekiz tliye kurulusa
sunulmustur.

Sonradan gelen biitlin yorumlar 2. Calisma Grubu tarafindan degerlendirilerek uygun
bulunanlar dikkate alinmistir.

VIM’in 3. baskisi, JCGM’ye iiye sekiz kurulusun tamamui tarafindan onaylanmaigstir.



